ANALIZA PARAMETROW
CHARAKTERYZUJACYCH STRUKTURE
GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI TKANIN

Gabriela Kosiuk, Matgorzata Matusiak

Instytut Architektury Tekstyliow
Politechnika t.odzka

DOI 10.34658/9788366741805.14

1. Wstep

Istnieje wiele cech, ktdre charakteryzuja jakos¢ tkanin Zylinski [1] podzielit je na
3 zasadnicze grupy:
e cechy istotne z puntu widzenia mozliwosci sformatowania zgdanego
wyrobu,
e cechy wptywajace na whasciwosci uzytkowe wytwarzanego wyrobu,
e cechy stanowigce o trwatosci (czasie uzytkowania) wyrobu.

W grupie cech stanowiagcych o trwato$ci materiatow i wyrobdw wiokienniczych
Zylinski wymienia cechy powierzchniowe zwiazane z odpornoscia tkanin na czynniki
zewngtrzne. Tymczasem, z punktu widzenia jakosci i funkcjonalnosci tkanin istotna
rol¢ odgrywa topografia, czyli mikrostruktura geometryczna powierzchni.

W przypadku materiatow wiokienniczych, w tym tkanin, jedynym parametrem,
ktéry wyznaczany jest w celu oceny jakosci powierzchni tkanin jest chropowato$¢
powierzchni. Jest to cecha powierzchni ciala stalego, oznaczajgca rozpoznawalne
optycznie, cho¢ niekoniecznie gotym okiem, lub wyczuwalne mechanicznie
nierowno$ci powierzchni. Do pomiaru chropowatosci powierzchni materiatow
wlokienniczych stosuje si¢ najczesciej przyrzad KES — FB 4. Jest to modut systemu
KES (Kawabata Evaluation System) stosowanego do oceny parametrow chwytu
materialow wiokienniczych [2,3].

Modut pomiarowy KES — FB 4 przeznaczony jest do wyznaczenia wtasciwosci
powierzchniowych, takich jak: wspoétczynnik tarcia statycznego, kinetycznego oraz
chropowatos$ci. Pomiar obu wielkosci odbywa si¢ jednoczesnie w ramach jednego
testu, przy czym oba parametry wyznaczane sg osobno dla kierunku wzdluznego
i poprzecznego.

W inzynierii materialowej do oceny jakosci powierzchni materiatdow stosuje si¢
znacznie wigcej parametroOw, co pozwala na scharakteryzowanie powierzchni
badanego materialu w sposob kompleksowy. Parametry te zostaly opisane
w odpowiedniej normie [4].

Celem prezentowanych badan byla analiza parametrow charakteryzujacych
topografi¢ powierzchni tkanin o zroznicowanej strukturze. W ramach niniejszej pracy
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przeprowadzano badania topografii powierzchni tkanin bawetnianych o réznych
splotach: sko$nym, rypsowym i panama. Pomiary topografii powierzchni wykonano
za pomocg profilometru MicroSpy® Profile [5]. W oparciu o wyniki uzyskane za
pomocg profilometru wyznaczono szereg parametréw charakteryzujacych topografie
powierzchni badanych tkanin.

2. Materialy i metody badawcze

Badaniom topografii powierzchni poddano 3 warianty wykonczonych tkanin
bawelnianych. Tkaniny te wykonane zostaly na bazie jednej osnowy z przedzy
bezwrzecionowej o masie liniowej 50 tex. Jako watek zastosowano przedze
bezwrzecionowg o masie liniowej 100 tex. Na rys. 1 przedstawiono rysunki splotow
zastosowanych w badanych tkaninach.

a) b) c)
Rys. 1. Rysunki splotéw tkanin poddanych badaniom:
a) splot skosny 3/18, b) ryps 1/1 (010), ¢) panama 2/2 (020)

Zrodio: opracowanie wlasne.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry strukturalne tkanin poddanych
badaniom w zakresie parametréw struktury geometrycznej powierzchni.

Tabela 1. Podstawowe parametry tkanin bawetnianych poddanych badaniom w zakresie
topografii powierzchni

Wartos¢
Parametr Jednostka
Skosny Ryps Panama

Liczno$é osnowy om 31,7 31,7 316
Licznosé watku om 11,6 11,9 11,7
Masa powierzchniowa g m'2 292 284 287
Wrobienie osnowy % 7,9 7,3 6,4
Wrobienie watku % 3,3 1,2 2,3

Zrodto: opracowanie wiasne.
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Badania wykonano za pomocg profilometru MicroSpy® Profilometer (rys. 2)
firmy FRT the art of technology™.

Rys. 2. Profilometr MicroSpy® firmy FRT
Zrédlo :Operating Manual FRT MicroSpy® Profile.

Dla kazdego wariantu tkanin wykonano skanowanie 5 probek. Powierzchnia
skanowania wynosila 5 cm x 5 cm. W oparciu o uzyskane wyniki skanowania
przeanalizowano topografi¢ powierzchni badanych tkanin stosujac specjalistyczne
oprogramowanie Mark III [6] wspolpracujace z profilometrem.

3. Wyniki badan

Rysunek 3 przedstawia przyktadowe skany badanych tkanin uzyskane za pomocg
profilometru MicrSpy®.
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Rys. 3. Obrazy topografii powierzchni tkanin uzyskane
za pomocg profilometru MicroSpy® firmy FRT
Zrédlo: opracowanie wlasne.
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Obrazy tkanin zostaty przetworzone w celu wyeliminowania efektu falistosci.
Przetworzone obrazy tkanin pokazano narys. 4.

Skosny Ryps Panama

Rys. 4. Obrazy topografii powierzchni tkanin uzyskane za pomocg profilometru MicroSpy®
firmy FRT po wyeliminowaniu efektu falisto$ci

Zrédlo: opracowanie wlasne.

Na podstawie wynikéw z profilometru wyznaczono szereg wskaznikow
charakteryzujacych geometryczng strukturg powierzchni tkanin, m.in., takich jak:

Ra — $rednia arytmetyczna rzednych profilu chropowatosci [7]; jest to warto$¢
srednia arytmetyczna odchylenia powierzchni resztkowej w obrebie obszaru
prébkowania (rys. 5),

Rqy —  $rednia kwadratowa rzgdnych profilu chropowatosci [7]; stanowi wartos$¢
srednig kwadratowa odchylenia chropowatosci powierzchni w obrebie
obszaru prébkowania (rys. 5),

e

Linia srednia

Rys. 5. Interpretacja parametrow Rai Rq
Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie [8].

R, - najwyzsza wysoko$¢ profilu chropowatosci; jest to suma wysokos$ci
najwyzszego wzniesienia profilu R, i glebokosci najnizszego wglebienia
profilu Ry wewnatrz odcinka elementarnego (rys. 6).

Rz=Rp+Rv

Mo el b
G

Rys. 6. Interpretacja parametru R,
Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie [8].
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Rt — calkowita wysokos¢ profilu. Suma wysoko$ci najwyzszego wzniesienia
profilu Ry 1 najwiekszej glebokosci wglebienia profilu Ry wewnatrz odcinka
pomiarowego l,. Warto§¢ najwyzsza i najnizsza moga znajdowac si¢ wigc
w tych samych lub réznych odcinkach elementarnych (rys. 7).

Rt = max(Rpi) + max(Rvi)

b b A b A
7 RN YU YA

Ir
Rys. 7. Interpretacja parametru Ry
Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie [8].

A

Wartos$ci obliczonych parametréw powierzchni przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Warto$ci parametréw charakteryzujacych geometryczng struktur¢ powierzchni
badanych tkanin

Wartosé
Parametr Jednostka
Splot sko$ny Ryps Panama
R mm 0,033 0,026 0,028
R, mm 0,038 0,032 0,034
R, mm 0,250 0,281 0,284
R mm 0,465 0,366 0,348

Zrodto: opracowanie wiasne.

Na podstawie uzyskanych wynikdw stwierdzono, ze tkaniny o réznych splotach
réznig si¢ pod wzgledem wartosci ww. parametrow charakteryzujacych strukture
geometryczng powierzchni. Najwyzsze wartos$ci parametrow Ra, Rqi R, odnotowano
dla tkaniny o splocie sko$nym 3/1 S, najnizsze — dla tkanin o splocie panama.
W przypadku parametru R; relacja jest odwrotna. Tkanina o splocie rypsowym
charakteryzuje si¢ posrednimi wartosciami wszystkich ww. parametrow.

Przeanalizowano rowniez rozktad katoéw na powierzchni badanych tkanin.
Rozktad katow okresla kierunki nachylen powierzchni badanych tkanin. Te kierunki
sa pokazane na wykresie R-¢ (wspdirzedne biegunowe). Kat ¢ opisuje kierunek
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normalny do powierzchni i jest zdefiniowany przeciwnie do ruchu wskazowek
zegara, zaczynajgc od dodatniej osi X (rys. 8 — 10).
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Rys. 8. Rozktad katow nachylen powierzchni dla tkaniny o splocie sko$nym
Zrédlo: opracowanie wlasne.
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Rys. 9. Rozktad katow nachylen powierzchni dla tkaniny o splocie rypsowym

Zrodto: Opracowanie wiasne.
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Rys. 10. Rozktad katow nachylen powierzchni dla tkaniny o splocie panama
Zrédlo: opracowanie wlasne.

Promien R opisuje czgstotliwo$¢ (w procentach) krawedzi w kierunku ¢.
Wykresy rozktadu katow dla badanych tkanin wykazaty, ze najbardziej rownomierny
rozktad nachylenia powierzchni w zaleznosci od kierunku wystepuje dla tkaniny
o0 splocie panama (rys. 10).

4. Podsumowanie

Przeprowadzone badania potwierdzily, ze istnieje mozliwos¢ kompleksowej
analizy topografii powierzchni tkanin w oparciu o wyniki uzyskiwane za pomoca
profilometru MicroSpy® firmy FRT. Oprogramowanie wspotpracujace z profilo-
metrem umozliwia obliczenie szeregu wskaznikoéw charakteryzujacych chropowatosc
powierzchni tkanin. Uzyskane wyniki wykazaly, ze badane tkaniny bawelniane
o réznych splotach charakteryzujg si¢ réznymi wartoSciami parametrow chropo-
watosci. Stwierdzono takze roézny rozklad katéw nachylenia powierzchni tkanin
w zaleznosci od splotu.
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